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(57)【要約】
【課題】　本発明の一実施形態は表示パネル、ゲート駆
動部、データ駆動部、タイミングコントローラ及び劣化
補償部を含む有機発光表示装置を提供する。
【解決手段】　劣化補償部は、複数の画素各々に対応す
る入力データのカウンティングを通じて生成される各画
素のストレスデータに基づいて、表示領域のうち少なく
とも一つの劣化領域を検出して、各劣化領域に対応する
水平ラインらの中で、任意に選ばれたいずれか２つ以上
の水平ラインに含まれる複数の画素の劣化状態に対する
センシングデータ及び各画素のストレスデータに基づい
て、各劣化領域に含まれた複数の画素の補償データを生
成する。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画素からなる表示領域を含む表示パネルと、
　前記複数の画素にスキャン信号及びセンシング信号を供給するゲート駆動部と、
　前記複数の画素にデータ信号を供給して、前記複数の画素の劣化状態をセンシングする
データ駆動部と、
　前記ゲート駆動部及び前記データ駆動部をドライビングモードまたはセンシングモード
のうちいずれかで駆動するタイミングコントローラと、
　前記各画素に対応する入力データのカウンティングを通じて生成される各画素のストレ
スデータに基づいて、前記表示領域のうち少なくとも一つの劣化領域を検出して、前記各
劣化領域に対応する水平ラインの中で、任意に選ばれたいずれか２つ以上の水平ラインに
含まれる複数の画素の劣化状態に対するセンシングデータ及び前記各画素のストレスデー
タに基づいて、前記各劣化領域に含まれた複数の画素の補償データを生成する劣化補償部
と、
を含む有機発光表示装置。
【請求項２】
　前記劣化補償部は、
　前記各画素に対応する入力データをカウンティングして、各画素の累積データを生成す
るデータカウンティング部と、
　前記各画素の累積データに従い各画素の劣化状態を予測して、各画素のストレスデータ
を生成する劣化予測部と、
　前記各画素のストレスデータに基づいて、前記表示領域のうち少なくとも一つの前記劣
化領域を検出する劣化領域検出部と、
　前記各劣化領域で任意に選ばれたいずれか２つ以上の水平ラインに含まれる複数の画素
の劣化状態に対する前記センシングデータを受信するセンシング制御部と、
　前記センシングデータ及び前記各画素のストレスデータに基づいて、前記各劣化領域に
含まれた複数の画素の補償データを生成する第１の補償データ生成部と、
を含む、請求項１に記載の有機発光表示装置。
【請求項３】
　前記劣化領域検出部は、
　前記各画素のストレスデータに基づいて、第１方向に並列された画素各々からなる複数
の水平ラインそれぞれの最大ストレスデータを検出して、前記複数の水平ラインの最大ス
トレスデータに基づいて、劣化臨界データを算出して、前記複数の水平ラインの中で、前
記劣化臨界データ以上の最大ストレスデータを有する劣化水平ラインを検出して、前記表
示領域のうち前記劣化水平ラインを含む少なくとも一つの劣化領域を選択する、請求項２
に記載の有機発光表示装置。
【請求項４】
　前記第１の補償データ生成部は、
　前記センシングデータと前記センシングデータに対応する画素のオリジナルストレスデ
ータとの間の差が臨界以上であると、前記センシングデータ及び所定のセンシングデータ
の加重値に基づいて、前記オリジナルストレスデータを校正する、請求項２に記載の有機
発光表示装置。
【請求項５】
　前記第１の補償データ生成部は、
　前記オリジナルストレスデータと前記校正済みストレスデータに基づいて校正比率を算
出し、
　前記校正比率に基づいて、前記劣化領域に含まれた複数の画素のストレスデータを校正
し、
　前記各劣化領域に含まれた複数の画素の前記校正済みストレスデータに基づいて、前記
各劣化領域に含まれた複数の画素の補償データを生成する、請求項４に記載の有機発光表
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示装置。
【請求項６】
　前記センシングデータの加重値は、累積駆動時間に基づいて算出される、請求項４に記
載の有機発光表示装置。
【請求項７】
　前記劣化補償部は、前記各画素のストレスデータに基づいて、前記表示領域のうち劣化
領域を除く残り領域に含まれた複数の画素の補償データを生成する第２の補償データ生成
部をさらに含む、請求項２に記載の有機発光表示装置。
【請求項８】
　前記データ駆動部は、前記劣化補償部による補償データに従い補償されたデータ信号を
前記複数の画素に供給する、請求項１に記載の有機発光表示装置。
【請求項９】
　表示領域に配置された複数の画素を含む有機発光表示装置を駆動する方法において、
　前記複数の画素各々に対応する入力データをカウンティングして、各画素の累積データ
を生成するステップと、
　前記各画素の累積データに従い各画素の劣化状態を予測して、各画素のストレスデータ
を生成するステップと、
　前記各画素のストレスデータに基づいて、前記表示領域のうち少なくとも一つの劣化領
域を検出するステップと、
　前記各劣化領域で任意に選ばれた２つ以上の水平ラインに含まれる複数の画素の劣化状
態に対するセンシングデータを受信するステップと、
　前記センシングデータ及び前記各画素のストレスデータに基づいて、前記各劣化領域に
含まれた複数の画素の補償データを生成するステップと、
を含む有機発光表示装置の駆動方法。
【請求項１０】
　前記少なくとも一つの劣化領域を検出するステップは、
　前記各画素のストレスデータに基づいて、第１方向に並列された複数の画素各々からな
る複数の水平ラインそれぞれの最大ストレスデータを検出するステップと、
　前記複数の水平ラインの最大ストレスデータに基づいて、劣化臨界データを算出するス
テップと、
　前記複数の水平ラインの中で、前記劣化臨界データ以上の最大ストレスデータを有する
劣化水平ラインを検出して、前記表示領域のうち、前記劣化水平ラインを含む少なくとも
一つの劣化領域を選択するステップと、
を含む請求項９に記載の有機発光表示装置の駆動方法。
【請求項１１】
　前記各劣化領域に含まれた複数の画素の補償データを生成するステップは、
　前記センシングデータと前記センシングデータに対応する画素のオリジナルストレスデ
ータとの間の差が臨界差以上であると、前記センシングデータ及び所定のセンシングデー
タの加重値に基づいて、前記オリジナルストレスデータを校正するステップと、
　前記オリジナルストレスデータと前記校正済みストレスデータに基づいて校正比率を算
出するステップと、
　前記校正比率に基づいて、前記各劣化領域に含まれた複数の画素のストレスデータを校
正するステップと、
　前記各劣化領域に含まれた複数の画素の前記校正済みストレスデータに基づいて、前記
各劣化領域に含まれた複数の画素の補償データを生成するステップと、
を含む請求項９に記載の有機発光表示装置の駆動方法。
【請求項１２】
　前記センシングデータの加重値は、累積駆動時間が所定の臨界時間以上であると、前記
累積駆動時間に比例して算出される、請求項１１に記載の有機発光表示装置の駆動方法。
【請求項１３】
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　前記各劣化領域に含まれた複数の画素の補償データを生成するステップは、前記センシ
ングデータと前記センシングデータに対応する前記画素のオリジナルストレスデータとの
間の差が臨界差未満であると、前記各画素のオリジナルストレスデータに基づいて、前記
各劣化領域に含まれた複数の画素の補償データを生成するステップを含む、請求項１１に
記載の有機発光表示装置の駆動方法。
【請求項１４】
　前記各画素のストレスデータに基づいて、前記表示領域のうち、劣化領域を除く残り領
域に含まれた複数の画素の補償データを生成するステップをさらに含む、請求項９に記載
の有機発光表示装置の駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機発光表示装置及びその駆動方法に関し、特に、画素間の劣化状態差を補
償する有機発光表示装置及びその駆動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　平板表示装置（Ｆｌａｔ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｄｅｖｉｃｅ）はＴＶ、携帯電話、ノート
パソコン及びタブレット等のような様々な電子機器に適用される。このため表示装置の薄
型化・軽量化及び省消費電力化等を開発する研究を続けている。
【０００３】
　平板表示装置の代表的な例としては、液晶ディスプレイ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａ
ｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ　ｄｅｖｉｃｅ：ＬＣＤ）、プラズマディスプレイ（Ｐｌａｓｍａ　
Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐａｎｅｌ　ｄｅｖｉｃｅ：ＰＤＰ）、電界放出ディスプレイ（Ｆｉｅ
ｌｄ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ ｄｅｖｉｃｅ：ＦＥＤ）、ＥＬディスプレイ
（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ Ｄｉｓｐｌａｙ ｄｅｖｉｃｅ：ＥＬＤ）
、電気湿潤表示装置（Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｗｅｔｔｉｎｇ Ｄｉｓｐｌａｙ ｄｅｖｉｃｅ：
ＥＷＤ）及び有機発光表示装置（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉ
ｓｐｌａｙ　ｄｅｖｉｃｅ：ＯＬＥＤ）等があげられる。
【０００４】
　その中で、有機発光表示装置は、各画素に対応する有機発光素子を利用して映像を表示
する。
【０００５】
　図１は、一般的な有機発光表示装置の画素に対応する等価回路図である。
【０００６】
　図１に示したように、有機発光表示装置の各画素は、第１のスイッチング薄膜トランジ
スタ（ＳＴ１）、第２のスイッチング薄膜トランジスタ（ＳＴ２）、ドライビング薄膜ト
ランジスタ（ＤＴ）、ストレージキャパシタ（Ｃｓｔ）及び有機発光素子（ＯＬＥＤ）を
含む。
【０００７】
　第１のスイッチング薄膜トランジスタ（ＳＴ１）は，ゲートライン（ＧＬ）のスキャン
信号（ｓｃａｎ）に基づいてターンオンする。このとき、第１のスイッチング薄膜トラン
ジスタ（ＳＴ１）は、データライン（ＤＬ）のデータ信号（Ｖｄａｔａ）をドライビング
薄膜トランジスタ（ＤＴ）及びストレージキャパシタ（Ｃｓｔ）に供給する。
【０００８】
　ドライビング薄膜トランジスタ（ＤＴ）は、第１のスイッチング薄膜トランジスタ（Ｓ
Ｔ１）を通じて供給されたデータ信号（Ｖｄａｔａ）に基づいてターンオンする。このと
き、ドライビング薄膜トランジスタ（ＤＴ）を通じて第１及び第２駆動電源（ＶＤＤ，Ｖ
ＳＳ）の間の駆動電流（Ｉｏｌｅｄ）は、有機発光素子（ＯＬＥＤ）に供給される。かか
るドライビング薄膜トランジスタ（ＤＴ）は、ストレージキャパシタ（Ｃｓｔ）に充填さ
れた電圧に基づいてターンオン状態を維持する。
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【０００９】
　有機発光素子（ＯＬＥＤ）は、駆動電流（Ｉｏｌｅｄ）に基づいて光を放出する。この
とき、駆動電流（Ｉｏｌｅｄ）の大きさは、ドライビング薄膜トランジスタ（ＤＴ）のス
イッチングで制御することができる。
【００１０】
　一方、有機発光素子（ＯＬＥＤ）及びドライビング薄膜トランジスタ（ＤＴ）は、使用
量によって劣化される。そして、劣化された有機発光素子（ＯＬＥＤ）又はドライビング
薄膜トランジスタ（ＤＴ）により、画素の輝度に対する均一度及び信頼度が低下する問題
点、及び画質が低下する問題点がある。
【００１１】
　特に、表示領域のうち、ロゴ及び広告等を表示する特定領域は、周りの他の領域に比べ
て使用量が多い。これに、特定領域の劣化度合いは、その周りの他の領域の劣化度合いと
異なることで、残像等の不良が発生し得るという問題点がある。
【００１２】
　これを防止するため、全体画素の有機発光素子（ＯＬＥＤ）に供給される駆動電流（Ｉ
ｏｌｅｄ）を順次にセンシングして、センシング結果に基づいて画素間の特性差を補償す
ることができる。この場合、装置の駆動開始時点または駆動終了時点に全体画素をセンシ
ングするための期間を加えなければならないという問題点、及び駆動電流（Ｉｏｌｅｄ）
のセンシングが行われる画素が視認されるという問題点がある。
【００１３】
　このため、このような問題点を改善するためデータカウンティング方式が提案されてい
る。
【００１４】
　データカウンティング方式によれば、駆動電流（Ｉｏｌｅｄ）のセンシングを行う代わ
り、各画素に対応する入力データのカウンティングを通じて累積するストレスデータに基
づいて劣化モデリングを行う。そして、劣化モデリングの実施結果に従い各画素の特性変
化を補償する。ところが、有機発光素子（ＯＬＥＤ）又はドライビング薄膜トランジスタ
（ＤＴ）の実際の劣化状態は、光または温度のような外的要因に敏感である反面、データ
カウンティング方式は、外的要因を反映し難いという問題点がある。
【００１５】
　図２は、データカウンティング方式を利用した劣化補償方式の問題点を説明するための
図面である。
【００１６】
　図２に示したように、データカウンティング方式は、外的要因を反映し難いため、デー
タカウンティング方式に従い予測される画素の劣化状態と画素の実際の劣化状態との間の
誤差は増加され得る。特に、データカウンティング方式に従って予測される画素の劣化状
態の誤差は、次第に累積される。これによって、画素間の特性差に対する補償が過度にも
しくは足りなく行われる不良、すなわち過補償または未補償の駆動不良が発生し得るとい
う問題点がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　本発明は、データカウンティング方式による画素の劣化状態の誤差が累積することを防
止することができ、画素間の特性差に対する補償の正確度を向上させる有機発光表示装置
及びその駆動方法を提供するためのものである。
【００１８】
　本発明の目的らは、以上で言及した目的に制限されないし、言及していない本発明の他
の目的及び特長らは、下記の説明により理解されるし、本発明の実施形態によりさらに明
らかに理解されるだろう。また、本発明の目的及び特長らは、特許請求の範囲に示した手
段及びその組み合わせによって実現できることが分かりやすいだろう。
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【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明の一例示は表示パネル、ゲート駆動部、データ駆動部、タイミングコントローラ
及び劣化補償部を含む有機発光表示装置を提供する。ここで、劣化補償部は、複数の画素
各々に対応する入力データのカウンティングを通じて生成される各画素のストレスデータ
に基づいて、前記表示領域のうち少なくとも一つの劣化領域を検出して、前記各劣化領域
に対応する水平ラインの中で、任意に選ばれたいずれか２つ以上の水平ラインに含まれる
複数の画素の劣化状態に対するセンシングデータ及び前記各画素のストレスデータに基づ
いて、前記各劣化領域に含まれた複数の画素の補償データを生成する。
【００２０】
　ここで、前記劣化補償部は、前記各画素に対応する入力データをカウンティングして、
各画素の累積データを生成するデータカウンティング部、前記各画素の累積データに従い
各画素の劣化状態を予測して、各画素のストレスデータを生成する劣化予測部、前記各画
素のストレスデータに基づいて、前記表示領域のうち少なくとも一つの劣化領域を検出す
る劣化領域検出部、前記各劣化領域で任意に選ばれたいずれか２つ以上の水平ラインに含
まれる複数の画素の劣化状態に対するセンシングデータを受信するセンシング制御部、及
び前記センシングデータ及び前記各画素のストレスデータに基づいて、前記各劣化領域に
含まれた複数の画素の補償データを生成する第１の補償データ生成部を含む。
【００２１】
　前記第１の補償データ生成部は、前記センシングデータと前記センシングデータに対応
する画素のオリジナルストレスデータとの間の差が臨界以上であると、前記センシングデ
ータ及び所定のセンシングデータの加重値に基づいて、前記オリジナルストレスデータを
校正する。そして、前記第１の補償データ生成部は、前記オリジナルストレスデータと前
記校正済みストレスデータに基づいて校正比率を算出して、前記校正比率に基づいて、前
記劣化領域に含まれた複数の画素のストレスデータを校正して、前記各劣化領域に含まれ
た複数の画素の前記校正済みストレスデータに基づいて、前記各劣化領域に含まれた複数
の画素の補償データを生成する。
【００２２】
　このような劣化補償部により、劣化領域に含まれた複数の画素において、データカウン
ティング方式に従う画素の劣化状態は、センシング方式に従う画素の実際の劣化状態に合
わせて校正されるため、補償データの信頼度及び正確度を向上することができ、それによ
り未補償及び過補償を防止することができる。これと共に、一部の画素に対してのみ実際
の劣化状態をセンシングすることで、センシングモードが視認されることを防止すること
ができる。
【００２３】
　本発明の他の一例示によれば、前記複数の画素各々に対応する入力データをカウンティ
ングして各画素の累積データを生成するステップ、前記各画素の累積データに従い各画素
の劣化状態を予測して、各画素のストレスデータを生成するステップ、前記各画素のスト
レスデータに基づいて、前記表示領域のうち少なくとも一つの劣化領域を検出するステッ
プ、前記各劣化領域で任意に選ばれた２つ以上の水平ラインに含まれる複数の画素の劣化
状態に対するセンシングデータを受信するステップ、及び前記センシングデータ及び前記
各画素のストレスデータに基づいて、前記各劣化領域に含まれた複数の画素の補償データ
を生成するステップを含む有機発光表示装置の駆動方法を提供する。
【００２４】
　前記各劣化領域に含まれた複数の画素の補償データを生成するステップは、前記センシ
ングデータと前記センシングデータに対応する画素のオリジナルストレスデータとの間の
差が臨界差以上であると、前記センシングデータ及び所定のセンシングデータの加重値に
基づいて、前記オリジナルストレスデータを校正するステップ、前記オリジナルストレス
データと前記校正済みストレスデータに基づいて校正比率を算出するステップ、前記校正
比率に基づいて、前記各劣化領域に含まれた複数の画素のストレスデータを校正するステ
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ップ、及び前記各劣化領域に含まれた複数の画素の前記校正済みストレスデータに基づい
て、前記各劣化領域に含まれた複数の画素の補償データを生成するステップを含む。
【発明の効果】
【００２５】
　発明の一実施形態によれば、複数の画素各々に対応する入力データのカウンティングを
通じて生成される各画素のストレスデータに基づいて、表示領域のうち少なくとも一つの
劣化領域を検出する。そして、各劣化領域に対応する水平ラインらの中で、任意に選ばれ
たいずれか２つ以上の水平ラインに含まれる複数の画素の劣化状態に対するセンシングデ
ータ及び各画素のストレスデータに基づいて、各劣化領域に含まれた複数の画素の補償デ
ータを生成する。
【００２６】
　具体的には、センシングデータとそれに対応する画素のオリジナルストレスデータとの
間の差が臨界以上であると、センシングデータ及び所定のセンシングデータの加重値に基
づいてオリジナルストレスデータを校正する。次いで、校正済みストレスデータに基づい
て補償データを生成する。
【００２７】
　このように、データカウンティング方式に従うストレスデータに基づいて検出される劣
化領域に含まれた複数の画素において、画素の実際の劣化状態を表すセンシングデータに
従いストレスデータを校正した後、校正済みストレスデータに基づいて補償データを生成
する。
【００２８】
　したがって、データカウンティング方式に従って予測される画素の劣化状態は、画素の
実際の劣化状態に合わせて校正することができる。したがって、補正データの正確度及び
信頼度を向上することができる。これにより、未補償及び過補償を防止できるという特長
がある。
【００２９】
　また、全体画素ではない劣化領域に含まれる複数の画素のうち一部に対してのみセンシ
ングデータを生成することで、センシングデータを生成するためのセンシングモードが視
認されることを防止できるという特長がある。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】一般的な有機発光表示装置の画素に対応する等価回路図である。
【図２】データカウンティング方式を利用した劣化補償方式の問題点を説明するための図
面である。
【図３】本発明の一実施形態による有機発光表示装置を概略的に示す図面である。
【図４】図３の各画素に対応する等価回路図である。
【図５】図３の劣化補償部を示す図面である。
【図６】本発明の一実施形態による有機発光表示装置の駆動方法を示した手順図である。
【図７】図６の少なくとも一つの劣化領域を検出するステップを示した手順図である。
【図８】複数の水平ラインそれぞれの最大ストレスデータに対する一例示を示した図面で
ある。
【図９】図８の最大ストレスデータに対するヒストグラムを示した図面である。
【図１０】図６の補償データを生成するステップを示した手順図である。
【図１１】図１０のストレスデータを校正するステップにおいて、センシングデータの加
重値に対する一例示を示した図面である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、本発明の一実施形態による有機発光表示装置及びその駆動方法について添付図面
を参考にして詳説する。
【００３２】
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　先ず、図３ないし図５を参照して、本発明の一実施形態による有機発光表示について説
明する。
【００３３】
　図３は、本発明の一実施形態による有機発光表示装置を概略的に示す図面である。図４
は図３の各画素に対応する等価回路図であり、図５は図３の劣化補償部を示す図面である
。
【００３４】
　図３に示したように、本発明の一実施形態による有機発光表示装置は表示パネル１００
、データ駆動部２００、ゲート駆動部３００、タイミングコントローラ４００及び劣化補
償部５００を含む。
【００３５】
　表示パネル１００は、複数の画素（Ｐ）からなる表示領域を含む。
【００３６】
　複数の画素（Ｐ）は、表示領域にマトリックス配列される。各画素（Ｐ）は、複数の画
素（Ｐ）各々の外郭に配置されるゲートライン（ＧＬ１～ＧＬｍ）、データライン（ＤＬ
１～ＤＬｎ）、駆動電源ライン（ＰＬ１～ＰＬｍ）、センシング信号ライン（ＳＬ１～Ｓ
Ｌｍ）及び基準電圧ライン（ＲＬ１～ＲＬｎ）に連結されて、有機発光素子及び有機発光
素子を駆動するための画素回路からなる。
【００３７】
　ゲートライン（ＧＬ１～ＧＬｍ）とデータライン（ＤＬ１～ＤＬｎ）は、互に交差する
方向に配置されることで、複数の画素（Ｐ）に対応する複数の画素領域を定義する。また
、ゲートライン（ＧＬ１～ＧＬｍ）、駆動電源ライン（ＰＬ１～ＰＬｍ）及びセンシング
信号ライン（ＳＬ１～ＳＬｍ）は、第１方向（図３の左右方向）に配置される。そして、
データライン（ＤＬ１～ＤＬｎ）及び基準電圧ライン（ＲＬ１～ＲＬｎ）は、第１方向に
交差する第２方向（図３の上下方向）に配置される。
【００３８】
　ゲート駆動部３００は、ゲートライン（ＧＬ１～ＧＬｍ）を通じて複数の画素（Ｐ）に
スキャン信号を供給する。そして、ゲート駆動部３００は、センシング信号ライン（ＳＬ
１～ＳＬｍ）を通じて複数の画素（Ｐ）にセンシング信号を供給する。
【００３９】
　すなわち、表示パネル１００が映像を表示するためのドライビングモードで駆動する場
合、ゲート駆動部３００は、各映像フレームを表示するための各垂直期間の間にゲートラ
イン（ＧＬ１～ＧＬｍ）に順次にスキャン信号を供給することができる。また、ドライビ
ングモードにおいて、ゲート駆動部３００は、駆動電源ライン（ＰＬ１～ＰＬｍ）を通じ
て複数の画素（Ｐ）に第１駆動電源（ＶＤＤ）を供給することができる。
【００４０】
　そして、表示パネル１００が画素の劣化状態をセンシングするためのセンシングモード
で駆動するセンシング期間の間、ゲート駆動部３００は、全体センシング信号ライン（Ｓ
Ｌ１～ＳＬｍ）又は一部のセンシング信号ラインに順次にスキャン信号を供給することが
できる。
【００４１】
　データ駆動部２００は、データライン（ＤＬ１～ＤＬｎ）を通じて複数の画素（Ｐ）に
データ信号を供給する。そして、データ駆動部２００は、基準電圧ライン（ＲＬ１～ＲＬ
ｎ）を通じて画素（Ｐ）の劣化状態をセンシングする。
【００４２】
　すなわち、ドライビングモードにおいて、データ駆動部２００は、各垂直期間のうち、
各ゲートライン（ＧＬ）にスキャン信号が供給される各水平期間の間にデータライン（Ｄ
Ｌ）にデータ信号を供給することができる。
【００４３】
　そして、画素の劣化状態をセンシングするためのセンシングモードで駆動するセンシン
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グ期間のうち各センシング信号ライン（ＳＬ）にセンシング信号が供給される度に、デー
タ駆動部２００は、基準電圧ライン（ＲＬ１～ＲＬｎ）の電圧レベルを感知する。
【００４４】
　タイミングコントローラ４００は、ゲート駆動部３００及びデータ駆動部２００をドラ
イビングモード及びセンシングモードのうちいずれかで駆動することができる。
【００４５】
　タイミングコントローラ４００は、タイミング同期信号（ＴＳＳ）に基づいて、ゲート
駆動部３００及びデータ駆動部２００をドライビングモードで駆動することができる。こ
のとき、入力データ（Ｉｄａｔａ）による映像は表示パネル１００に表示される。
【００４６】
　すなわち、ドライビングモードで駆動する際、タイミングコントローラ４００は、入力
データ（Ｉｄａｔａ）及びタイミング同期信号（ＴＳＳ）に基づいて、ゲート駆動部３０
０及びデータ駆動部２００の駆動を制御する。これにより、表示パネル１００の複数の画
素（Ｐ）においてそれぞれの入力データ（Ｉｄａｔａ）による輝度が表示されるため、映
像が表示される。
【００４７】
　タイミングコントローラ４００は、ゲート駆動部３００及びデータ駆動部２００をセン
シングモードで駆動することもできる。一例として、表示パネル１００の駆動開始時点、
駆動終了時点及び駆動中に、既設定済みのブランク期間のうち少なくとも一つにおいて、
タイミングコントローラ４００は、ゲート駆動部３００及びデータ駆動部２００をセンシ
ングモードで駆動することができる。
【００４８】
　劣化補償部５００は、各画素（Ｐ）の劣化状態を補償するための補償データをデータ駆
動部２００に供給する。
【００４９】
　劣化補償部５００は、各画素（Ｐ）に対応する入力データ（Ｉｄａｔａ）のカウンティ
ングを通じて生成される各画素（Ｐ）のストレスデータに基づいて、表示領域のうち少な
くとも一つの劣化領域を検出する。そして、劣化補償部５００は、各劣化領域に対応する
水平ラインらの中で２つ以上の水平ラインを任意に選ぶ。次いで、劣化補償部５００は、
選ばれた水平ラインらに含まれた複数の画素の劣化状態に対するセンシングデータ及びス
トレスデータに基づいて、各劣化領域に含まれた複数の画素の補償データ（Ｃｄａｔａ）
を生成する。
【００５０】
　そして、データ駆動部２００から複数の画素（Ｐ）に供給されるデータ信号（Ｖｄａｔ
ａ）は、劣化補償部５００による補償データ（Ｃｄａｔａ）に基づいて補償される。
【００５１】
　図４に示したように、各画素（Ｐ）は、有機発光素子（ＯＬＥＤ）と有機発光素子（Ｏ
ＬＥＤ）を駆動する画素回路（ＰＣ）を含む。
【００５２】
　画素回路（ＰＣ）は、第１のスイッチングＴＦＴ（ＳＴ１）、第２のスイッチングＴＦ
Ｔ（ＳＴ２）、ドライビングＴＦＴ（ＤＴ）及びストレージキャパシタ（Ｃｓｔ）を含む
。
【００５３】
　第１のスイッチングＴＦＴ（ＳＴ１）は、ゲートライン（ＧＬ）、データライン（ＤＬ
）及び第１ノード（ｎ１）の間に連結される。第１ノード（ｎ１）は、第１のスイッチン
グＴＦＴ（ＳＴ１）とドライビングＴＦＴ（ＤＴ）の間のノードである。かかる第１のス
イッチングＴＦＴ（ＳＴ１）は、ゲートライン（ＧＬ）のスキャン信号（ｓｃａｎ）に基
づいてターンオンすると、データライン（ＤＬ）のデータ信号（Ｖｄａｔａ）を第１ノー
ド（ｎ１）に伝達する。
【００５４】
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　ドライビングＴＦＴ（ＤＴ）は、第１ノード（ｎ１）、駆動電源ライン（ＰＬ）及び第
２ノード（ｎ２）に連結される。第２ノード（ｎ２）は、ドライビングＴＦＴ（ＤＴ）と
有機発光素子（ＯＬＥＤ）の間のノードである。
【００５５】
　ストレージキャパシタ（Ｃｓｔ）は、ドライビングＴＦＴ（ＤＴ）のゲート電極とドレ
イン電極の間に連結される。すなわち、ストレージキャパシタ（Ｃｓｔ）は、第１ノード
（ｎ１）と第２ノード（ｎ２）の間に連結される。かかるストレージキャパシタ（Ｃｓｔ
）は、第１及び第２ノード（ｎ１，ｎ２）の間の差電圧で充填される。
【００５６】
　有機発光素子（ＯＬＥＤ）は、第２ノード（ｎ２）と第２駆動電源（ＶＳＳ）の間に連
結される。
【００５７】
　これに、ドライビングＴＦＴ（ＤＴ）は、第１ノード（ｎ１）に供給されるデータライ
ン（ＤＬ）のデータ信号（Ｖｄａｔａ）とストレージキャパシタ（Ｃｓｔ）に充填された
電圧に基づいてターンオンされる。そして、ターンオンされたドライビングＴＦＴ（ＤＴ
）を通じて、第１及び第２駆動電源（ＶＤＤ，ＶＳＳ）の間に電流経路が形成されて、有
機発光素子（ＯＬＥＤ）に駆動電流が供給される。このとき、有機発光素子（ＯＬＥＤ）
は駆動電流に基づいて光を放出する。
【００５８】
　第２のスイッチングＴＦＴ（ＳＴ２）は、センシング信号ライン（ＳＬ）、基準電圧ラ
イン（ＲＬ）及び第２ノード（ｎ２）に連結される。かかる第２のスイッチングＴＦＴ（
ＳＴ２）は、センシング信号ライン（ＳＬ）のセンシング信号（ｓｅｎｓｅ）に基づいて
ターンオンすると、第２ノード（ｎ２）の電圧レベルを基準電圧ライン（ＲＬ）に伝達す
る。すなわち、ターンオンされた第２のスイッチングＴＦＴ（ＳＴ２）を通じて有機発光
素子（ＯＬＥＤ）の駆動電流は、基準電圧ライン（ＲＬ）に伝達される。これにより、有
機発光素子（ＯＬＥＤ）の駆動電流はセンシングされる。
【００５９】
　上述したように、データ駆動部２００は、タイミングコントローラ（図３の４００）の
制御によって、ドライビングモード及びセンシングモードのうちいずれかで駆動される。
【００６０】
　データ駆動部２００は、データ信号生成部２１０、センシングデータ生成部２３０及び
スイッチング部２４０を含む。
【００６１】
　データ信号生成部２１０は、入力データ（Ｉｄａｔａ）に対応する電圧レベルのデータ
信号を生成する。例示として、データ信号生成部２１０は、サンプリング信号を生成する
シフトレジスタ、サンプリング信号に従い入力データ（Ｉｄａｔａ）をラッチするラッチ
部、複数の基準ガンマ電圧を利用して複数の階調電圧を生成する階調電圧生成部、複数の
階調電圧のうちラッチされた入力データ（Ｉｄａｔａ）に対応する階調電圧をデータ信号
（Ｖｄａｔａ）として選択して出力するデジタル－アナログ変換部及びデータ信号（Ｖｄ
ａｔａ）を出力する出力部を含む。
【００６２】
　スイッチング部２４０は、第１及び第２スイッチ２４０ａ，２４０ｂを含む。
【００６３】
　第１スイッチ２４０ａは、ドライビングモードにおいてデータ信号（Ｖｄａｔａ）をデ
ータライン（ＤＬ）に伝達して、センシングモードにおいて第１基準電圧（Ｖｐｒｅｄ）
をデータライン（ＤＬ）に伝達する。
【００６４】
　第２スイッチ２４０ｂは、ドライビングモードにおいて第２基準電圧（Ｖｐｒｅ＿ｒ）
を基準電圧ライン（ＲＬ）に伝達して、センシングモードのうち初期化期間の間にセンシ
ングプレチャージング電圧（Ｖｐｒｅ＿ｓ）を基準電圧ライン（ＲＬ）に伝達する。
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【００６５】
　その後、センシングモードのうちセンシング充填期間の間、各画素（Ｐ）の第２のスイ
ッチングＴＦＴ（ＳＴ２）はターンオンして、第２ノード（ｎ２）の電圧レベルは基準電
圧ライン（ＲＬ）に伝達される。そして、センシングモードのうちセンシング期間の間、
基準電圧ライン（ＲＬ）の電圧レベルは、センシングデータ生成部２３０によりセンシン
グされる。
【００６６】
　図５に示したように、本発明の一実施形態による劣化補償部５００は、データカウンテ
ィング部５１０、劣化予測部５２０、劣化領域検出部５３０、センシング制御部５４０、
第１及び第２の補償データ生成部５５０，５６０を含む。
【００６７】
　データカウンティング部５１０は、各画素に対応する入力データ（Ｉｄａｔａ）をカウ
ンティングして、各画素の累積データ（Ａｄａｔａ）を生成する。
【００６８】
　劣化予測部５２０は、各画素の累積データ（Ａｄａｔａ）に基づいて、各画素の劣化状
態の予測値に対応する各画素のストレスデータ（ＭＳｄａｔａ）を生成する。
【００６９】
　劣化領域検出部５３０は、各画素のストレスデータ（ＭＳｄａｔａ）に基づいて、表示
領域のうち少なくとも一つの劣化領域を検出する。ここで、劣化領域は、周りの他の領域
に比べて臨界差以上にさらに多い劣化が進行した領域を表す。
【００７０】
　例示として、劣化領域検出部５３０は、各画素のストレスデータ（ＭＳｄａｔａ）に基
づいて、複数の水平ラインそれぞれの最大ストレスデータを検出する。すなわち、複数の
水平ラインそれぞれに含まれた複数の画素のストレスデータのうち最大ストレスデータを
検出する。ここで、各水平ラインは、ゲートライン（図３のＧＬ）に対応する第１方向（
図３の左右方向）に並列された複数の画素からなる。
【００７１】
　劣化領域検出部５３０は、各水平ラインの最大ストレスデータに基づいて劣化臨界デー
タを算出する。例示として、劣化臨界データは、複数の水平ラインの最大ストレスデータ
に対する平均値に指定される。但し、これは単なる例示であって、劣化臨界データは、設
計者が任意に既設定済みの値に指定されてもよい。
【００７２】
　劣化領域検出部５３０は、複数の水平ラインの中で、劣化臨界データ以上の最大ストレ
スデータを有する劣化水平ラインを検出する。そして、劣化領域検出部５３０は、表示領
域のうち劣化水平ラインを含む少なくとも一つの劣化領域を選択する。
【００７３】
　例示として、劣化領域検出部５３０は、表示領域を複数のブロック領域に分割して、複
数のブロック領域の中で、前記劣化水平ラインを臨界個数以上含むブロック領域を劣化領
域として選択することができる。または、劣化領域検出部５３０は、臨界間隔以内で２つ
以上の劣化水平ラインが配置される領域を劣化領域として選択することもできる。
【００７４】
　センシング制御部５４０は、各劣化領域に含まれた水平ラインらの中で２つ以上の水平
ラインを任意に選び、各劣化領域で選ばれた２つ以上の水平ラインに含まれた複数の画素
の劣化状態に対するセンシングデータを受信する。すなわち、センシング制御部５４０は
、データ駆動部（図４の２００）のセンシングデータ生成部（図４の２３０）を制御して
、各劣化領域で選ばれた２つ以上の水平ラインに含まれた複数の画素の劣化状態に対する
センシングデータを生成する。
【００７５】
　第１の補償データ生成部５５０は、センシング制御部５４０で受信したセンシングデー
タ及び各劣化領域に含まれた複数の画素のストレスデータに基づいて、各劣化領域に含ま
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れた複数の画素の補償データを生成する。
【００７６】
　すなわち、第１の補償データ生成部５５０は、センシングデータとセンシングデータに
対応するいずれか画素のストレスデータとの間の差が臨界以上であると、センシングデー
タ及び所定のセンシングデータの加重値に基づいて、いずれか画素のストレスデータを校
正する。このとき、校正済みストレスデータは、センシングデータとオリジナルストレス
データとの間の加重平均である。そして、センシングデータの加重値は、装置の累積駆動
時間に基づいて算出することができる。
【００７７】
　第１の補償データ生成部５５０は、校正済みストレスデータに基づいて、前記いずれか
画素に対する補償データ（Ｃｄａｔａ）を生成する。
【００７８】
　また、第１の補償データ生成部５５０は、いずれか画素のオリジナルストレスデータと
校正済みストレスデータに基づいて校正比率を算出する。第１の補償データ生成部５５０
は、算出済み校正比率に基づいて、劣化領域に含まれた残りの複数の画素のストレスデー
タを校正する。
【００７９】
　次いで、第１の補償データ生成部５５０は、校正済みストレスデータに基づいて、劣化
領域に含まれた複数の画素の補償データ（Ｃｄａｔａ）を生成する。
【００８０】
　第２の補償データ生成部５６０は、各画素のストレスデータに基づいて、表示領域のう
ち劣化領域を除く残り領域に含まれた複数の画素の補償データを生成する。すなわち、第
２の補償データ生成部５６０は、劣化領域ではない領域に配置された複数の画素に対して
、校正されていないオリジナルストレスデータに基づいて補償データ（Ｃｄａｔａ）を生
成する。
【００８１】
　次に、図６ないし図１１を参照して、本発明の一実施形態による有機発光表示装置の駆
動方法について説明する。
【００８２】
　図６は、本発明の一実施形態による有機発光表示装置の駆動方法を示した手順図である
。図７は、図６の少なくとも一つの劣化領域を検出するステップを示した手順図である。
図８は、複数の水平ラインそれぞれの最大ストレスデータに対する一例示を示した図面で
あり、図９は、図８の最大ストレスデータに対するヒストグラムを示した図面である。図
１０は、図６の補償データを生成するステップを示した手順図である。図１１は、図１０
のストレスデータを校正するステップにおいて、センシングデータの加重値に対する一例
示を示した図面である。
【００８３】
　図６に示したように、本発明の一実施形態による有機発光表示装置の駆動方法は、劣化
補償過程を含む。
【００８４】
　本発明の一実施形態による有機発光表示装置の駆動方法は、各画素に対応する入力デー
タをカウンティングして、各画素の累積データを生成するステップ（Ｓ１０）、各画素の
累積データに基づいて、各画素の劣化状態の予測値に対応する各画素のストレスデータを
生成するステップ（Ｓ２０）、各画素のストレスデータに基づいて、表示領域のうち少な
くとも一つの劣化領域を検出するステップ（Ｓ３０）、各劣化領域に含まれた水平ライン
らの中で、任意に選ばれる２つ以上の水平ラインに含まれた複数の画素の劣化状態に対す
るセンシングデータを受信するステップ（Ｓ４０）、及びセンシングデータ及び各画素の
ストレスデータに基づいて、各画素の補償データを生成するステップを含む。
【００８５】
　図７に示したように、少なくとも一つの劣化領域を検出するステップ（Ｓ２０）は、各
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画素のストレスデータに基づいて、複数の水平ラインそれぞれの最大ストレスデータを検
出するステップ（Ｓ２１）、各水平ラインの最大ストレスデータに基づいて劣化臨界デー
タを算出するステップ（Ｓ２２）、及び複数の水平ラインの中で、劣化臨界データ以上の
最大ストレスデータを有する劣化水平ラインを検出して、表示領域のうち劣化水平ライン
を含む少なくとも一つの劣化領域を選択するステップ（Ｓ２３）を含む。
【００８６】
　具体的には、劣化補償部５００のデータカウンティング部５１０は、各画素に対応する
入力データ（Ｉｄａｔａ）をカウンティングして、各画素の累積データ（Ａｄａｔａ）を
生成する（Ｓ１０）。
【００８７】
　そして、劣化予測部５２０は、各画素の累積データ（Ａｄａｔａ）に基づいて、各画素
の劣化状態の予測値に対応する各画素のストレスデータ（ＭＳｄａｔａ）を生成する（Ｓ
２０）。
【００８８】
　図８に示したように、劣化補償部５００の劣化領域検出部（図５の５３０）は、各水平
ラインに含まれた複数の画素のストレスデータ（ＭＳｄａｔａ）のうち最大値を検出して
、複数の水平ライン（図８の横軸）に対応する複数の最大ストレスデータ（Ｍａｘ＿ＭＳ
ｄａｔａ；図８の縦軸）を検出する（Ｓ３１）。
【００８９】
　次いで、図９に示したように、劣化領域検出部５３０は、複数の最大ストレスデータの
散布形態に基づいて劣化臨界データを算出する（Ｓ３２）。
【００９０】
　例示として、劣化臨界データは、複数の最大ストレスデータに対する平均値として指定
され得る。
【００９１】
　または、劣化臨界データは、図９に示したような複数の最大ストレスデータに対する最
頻値に基づいて算出することもできる。この場合、劣化領域検出部５３０は、複数の最大
ストレスデータに対する散布形態（図９）から２つ以上の最頻値を検出する。すなわち、
複数の最大ストレスデータのうち、一番多く発生した手順に２つ以上の最大ストレスデー
タを検出する。そして、劣化領域検出部５３０は、最頻値に検出された２つ以上の最大ス
トレスデータのうち最大値を検出して、最大値に検出された最大ストレスデータに対応す
る所定の正規分布を選定し、選定された正規分布に含まれた最大ストレスデータらのうち
最小値を最小変数に検出して、検出した最小変数を劣化臨界データとして指定することも
できる。
【００９２】
　但し、これは単なる例示であって、劣化臨界データは、複数の最大ストレスデータのう
ち、画素の劣化状態が視認性を有する位の臨界値であればいずれも指定することができ、
設計者の選択によって任意に指定することもできる。
【００９３】
　次いで、劣化領域検出部５３０は、複数の水平ラインの中で、劣化臨界データ以上の最
大ストレスデータを有する劣化水平ライン（図９の長方形の点線）を検出する。そして、
劣化領域検出部５３０は、表示領域のうち劣化水平ラインを含む少なくとも一つの劣化領
域を選択する（Ｓ３３）。
【００９４】
　ここで、劣化領域検出部５３０は、表示領域を分割した複数のブロック領域のうち、臨
界個数以上の劣化水平ラインらを含むブロック領域を劣化領域として選択することができ
る。または、劣化領域検出部５３０は、臨界間隔以内で２つ以上の劣化水平ラインらが配
置される領域を劣化領域として選択することができる。
【００９５】
　次に、センシング制御部５４０は、各劣化領域に含まれた水平ラインらの中で２つ以上



(14) JP 2018-84811 A 2018.5.31

10

20

30

40

50

の水平ラインを任意に選ぶ。そして、センシング制御部５４０は、データ駆動部（図４の
２００）のセンシングデータ生成部（図４の２３０）から各劣化領域で選ばれた２つ以上
の水平ラインに含まれた複数の画素の劣化状態に対するセンシングデータを受信する（Ｓ
４０）。
【００９６】
　このとき、センシングデータ生成部２３０は、センシング制御部５４０の制御に従い、
全体画素のセンシングデータを生成することではなく、各劣化領域のうち任意に選ばれた
いずれか２つ以上の水平ラインに含まれる複数の画素のセンシングデータのみを生成する
。これによって、センシングデータを生成するためのセンシングモードで駆動される期間
は短く、センシングモードで駆動される水平ラインらは少ないため、センシングモードが
視認されることを防止することができる。
【００９７】
　例示として、各劣化領域のうち、センシングデータを生成するために選択される水平ラ
インの個数は、センシングモードが視認されない位の臨界時間と一つの水平ラインがセン
シングされる時間に基づいて設定することができる。
【００９８】
　次に、第１及び第２の補償データ生成部５５０，５６０は、各画素に対する補償データ
を生成する（Ｓ５０）。
【００９９】
　図１０に示したように、劣化領域に含まれた画素の場合（Ｓ５１）、第１の補償データ
生成部５５０により補償データを生成する（Ｓ５２～Ｓ５６）。一方、劣化領域を除く残
り領域に含まれた画素の場合（Ｓ５１）、第２の補償データ生成部５６０により補償デー
タを生成する（Ｓ５７）。
【０１００】
　第１の補償データ生成部５５０は、センシング制御部５４０から各劣化領域に含まれた
水平ラインらの中で、任意に選ばれる２つ以上の水平ラインに含まれた複数の画素の劣化
状態に対するセンシングデータを受信する（Ｓ５２）。第１の補償データ生成部５５０は
、劣化予測部５２０から各画素のストレスデータを受信する（Ｓ５３）。
【０１０１】
　次いで、第１の補償データ生成部５５０は、センシングデータとそれに対応する画素の
ストレスデータとの間の差が臨界差以上であると（Ｓ５４）、センシングデータと所定の
センシングデータの加重値に基づいてストレスデータを校正する。そして、第１の補償デ
ータ生成部５５０は、校正済みストレスデータとオリジナルストレスデータに基づいて校
正比率を算出して、校正比率に基づいて劣化領域の残り複数の画素のストレスデータを校
正する（Ｓ５５）。
【０１０２】
　次いで、第１の補償データ生成部５５０は、校正済みストレスデータに基づいて補償デ
ータを生成する（Ｓ５６）。
【０１０３】
　このように、第１の補償データ生成部５５０は、センシングデータの加重値に基づくセ
ンシングデータとオリジナルストレスデータとの間の加重平均でオリジナルストレスデー
タを校正する。ここで、センシングデータの加重値は、装置の累積駆動時間に基づいて算
出することができる。
【０１０４】
　すなわち、図１１に示したように、装置の累積駆動時間（図１１の横軸）は、臨界時間
（ＴＨ＿ＤＴ）以下であると、センシングデータの加重値（Ｓｄａｔａの加重値；図１１
の縦軸）は０に設定される。そして、装置の累積駆動時間が臨界時間（ＴＨ＿ＤＴ）を超
えると、センシングデータの加重値は、臨界時間（ＴＨ＿ＤＴ）に比例して次第に増加す
る値に設定される。
【０１０５】
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　ここで、臨界時間（ＴＨ＿ＤＴ）は、装置製造時の画素間の特性差がデータカウンティ
ング方式に従う画素間の劣化状態の予想値の誤差より小さくなる時点に対応することがで
きる。例示として、臨界時間（ＴＨ＿ＤＴ）は、２０００～３０００範囲の時間に設定す
ることができる。
【０１０６】
　図２を参照すれば、装置を製造した直後は、センシング方式に従う画素の劣化状態とデ
ータカウンティング方式による画素の劣化状態が、同等または誤差範囲内で類似である。
一方、臨界時間の後、少なくとも一部の画素において、データカウンティング方式に従う
画素の劣化状態は、センシング方式に従う画素の劣化状態と異なることを確認することが
できる。
【０１０７】
　これによって、本発明の一実施形態によれば、データカウンティング方式に従う画素の
劣化状態は、センシング方式に従う画素の劣化状態と異なる程度が視認される位である時
点を臨界時間（図１１のＴＨ＿ＤＴ）として設定する。そして、臨界時間の後から、臨界
時間に対応するセンシングデータの加重値に基づいて、データカウンティング方式に従う
ストレスデータをセンシング方式に従うセンシングデータに校正する。これにより、デー
タカウンティング方式に従う画素の劣化状態を表すストレスデータは、画素の実際の劣化
状態を表すセンシングデータと類似に校正することができる。したがって、校正済みスト
レスデータに基づいて補償データを生成することができ、補償データの正確度及び信頼度
が向上するため、未補償または過補償が発生する可能性は低くなる。
【０１０８】
　一方、図１０に示したように、第１の補償データ生成部５５０は、センシングデータと
それに対応する画素のオリジナルストレスデータとの間の差が臨界未満であると、劣化予
測部５２０による画素のオリジナルストレスデータに基づいて補償データを生成する（Ｓ
５７）。
【０１０９】
　そして、第２の補償データ生成部５５０は、劣化領域ではない残り領域に含まれた複数
の画素に対して、劣化予測部５２０による各画素のストレスデータに基づいて補償データ
を生成する（Ｓ５７）。
【０１１０】
　以上のように、本発明の一実施形態によれば、データカウンティング方式に従う各画素
のストレスデータに基づいて劣化領域を指定する。そして、劣化領域に含まれた複数の画
素において、ストレスデータとセンシングデータとの間の差が臨界差以上であると、校正
済みストレスデータに基づいて補償データを生成する。
【０１１１】
　一方、劣化領域ではない残り領域に含まれた複数の画素である場合、または劣化領域に
含まれるとしてもストレスデータとセンシングデータとの間の差が臨界差未満である場合
、ストレスデータを校正せずそのまま維持した状態で、ストレスデータに基づいて補償デ
ータを生成する。
【０１１２】
　これにより、データカウンティング方式に従う画素の劣化状態は、センシング方式に従
う画素の実際の劣化状態と類似に校正される。したがって、補償データの信頼度及び正確
度が向上し、それにより未補償または過補償が発生する可能性は低くなる。
【０１１３】
　また、本発明の一実施形態によれば、他の領域に比べて多くの劣化が発生した劣化領域
に対してのみストレスデータをセンシングデータに校正して、センシングデータは、劣化
領域で任意に選ばれるいずれか２つ以上の水平ラインに対してのみ生成するため、センシ
ングモードで駆動される画素が視認されることを防止することができる。また、装置の駆
動開始時点または駆動終了時点等に、全体画素に対するセンシングデータを生成するため
の期間を加える必要がないので、装置の便宜性を向上することができる。
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【０１１４】
　以上で説明した本発明は、上述した実施形態及び添付図面に限定されるものではなく、
本発明の技術的思想を脱しない範囲内で様々な置換、変形及び変更が可能であることは、
本発明が属する技術分野で従来の知識を有する者においては自明である。

【図１】

【図２】

【図３】



(17) JP 2018-84811 A 2018.5.31

【図４】 【図５】

【図６】
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